1.Tiriamojo objekto spektroskopinis vaizdinimo būdas, apimantis 

- terahercinio dažnio amplitude moduliuotos spinduliuotės nukreipimą į tiriamą objektą (5),

- objekto (5) skenavimą spinduliuote,

- praėjusios pro objektą (5) arba atsispindėjusios nuo jo minėtos spinduliuotės intensyvumo registravimą, 

-tiriamo objekto vaizdo atkūrimą pagal minėtos praėjusios per objektą spinduliuotės intensyvumo kitimą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

- minėtą terachercinio dažnio amplitude moduliuotą spinduliuotę padalija į du šviesos pluoštus, 

- pirmąjį iš pluoštų nukreipia į tiriamą objektą (5) bei su juo atlieka objekto (5) skenavimą,

- praėjusią objektą (5) arba nuo jo atsispindėjusią šviesos spinduliuotę surenka į optinį elementą, kuriame pluoštas sumuojamas su minėtu antruoju šviesos pluoštu tam, kad už optinio elemento abu šviesos pluoštai interferuotų,

- nekoherentiniu detektoriumi registruoja interferavusio terahercinio pluošto intensyvumą, kuris priklauso nuo praėjusios per tiriamą objektą (5) elektromagnetinės bangos amplitudės ir fazės pokyčių, pagal kuriuos vaizduoklyje atkuria tiriamo objekto vaizdą.

2. Tiriamojo objekto spektroskopinis vaizdinimo įrenginys, apimantis šviesos šaltinį (1), generuojantį terahercinio dažnio moduliuotos amplitudės spinduliuotę, kurios kelyje yra fokusavimo sistema, skirta terahercinę spinduliuotę sufokusuoti tiriamo objekto (5) viename taške su galimybe sufokusuotos spinduliuotės pagalba atlikti objekto skenavimą, keičiant objekte fokusuojamo taško vietą, optinė fokusavimo priemonė, skirta terahercinę spinduliuotę surinkti į nekoherentinį detektorių (10), kuris registruoja per tiriamą objektą (5) praėjusios arba atsispindėjusios spinduliuotės intensyvumą, pagal kurio kitimą vaizduoklyje yra atkuriamas tiriamo objekto vaizdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginys papildomai turi terahercinio dažnio spinduliuotės interferometrą (13), apimantį šviesos spinduliuotės daliklį (2), skirtą minėtą spinduliuotę padalinti į du šviesos pluoštus, kurių pirmojo kelyje patalpinta fokusavimo sistema (4, 6), skirta pirmąjį šviesos pluoštą fokusuoti tiriamame objekte (5), o praėjusį ar nuo jo atsispindėjusį pirmąjį šviesos pluoštą surinkti į interferometro kitą šviesos daliklį (7), į kurį yra nukreiptas terahercinės spinduliuotės antrasis pluoštas, abu minėti šviesos pluoštai daliklyje (7) sudedami, o už daliklio interferavęs spindulių pluoštas fokusavimo priemone (9) yra nukreiptas į terahercinės spinduliuotės bent vieną nekoherentinį detektorių (10), skirtą interferavusio spindulių pluošto intensyvumui, kuris priklauso nuo praėjusios per tiriamą objektą (5) elektromagnetinės bangos amplitudės ir fazės pokyčių, registruoti ir perduoti į vaizduoklį, kuris pagal užregistruotus intensyvumo pokyčius ekrane atkuria tiriamo objekto vaizdą.

3. Įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad terahercinės spinduliuotės šaltinio (1) dažnis pasirenkamas atsižvelgiant į tiriamo objekto (5) sugerties spektrą.

4. Įrenginys pagal bet kurį iš 2 - 3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad terahercinės spinduliuotės šaltinis (1) spinduliuoja vieno dažnio amplitude moduliuotą spinduliuotę.

5. Įrenginys pagal bet kurį iš 2-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nekoherentinis detektorius (10) yra parinktas iš InGaAs asimetrinės formos diodų arba nanometrinių matmenų lauko tranzistorių (Tera-FET) arba mikrobolometrų.

6. Įrenginys pagal bet kurį 2-5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad detektorius (10) gali būti sudarytas iš daugiau nei vieno detektoriaus, kurie gali būti išdėstyti į liniją arba sukomponuoti į dvimatę matricą. 

7. Įrenginys pagal bet kurį iš 2-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fokusavimo priemonė (4, 9) gali būti cilindrinis lęšis arba veidrodis, terahercinę spinduliuotę sufokusuojantis į liniją bandinio (5) ir detektoriaus (10) plokštumoje.
